ES 2888 933 T3

OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS

@NUmero de publicacion: 2 888 933
GDint. Ci.;

HO4N 5/365 (2011.01)
HO4N 5/357 (2011.01)
HO4N 5/355 (2011.01)
HO4N 5/3745 (2011.01)
HO4N 5/359 (2011.02)

@ TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA

Fecha de presentacién y nimero de la solicitud internacional: ~ 23.01.2015  PCT/GB2015/050153

Fecha y numero de publicacion internacional:

Fecha de presentacién y nimero de la solicitud europea:

06.08.2015 WO15114311
23.01.2015 E 15701409 (3)

Fecha y nimero de publicacion de la concesion europea: 25.08.2021  EP 3100451

T3

Tl’tulo: Método de obtencidon de imagenes y aparat

0 mejorados

Prioridad:

28.01.2014 GB 201401442
28.01.2014 EP 14275017

Fecha de publicacion y mencién en BOPI de la
traduccion de la patente:
10.01.2022

@ Titular/es:

MBDA UK LIMITED (100.0%)
Six Hills Way
Stevenage, Hertfordshire SG1 2DA, GB

@ Inventor/es:

DENT, ALAN JOHN y
MAN, KWONG CHEUNG

Agente/Representante:
ISERN JARA, Jorge

AViso:En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicacién en el Boletin Europeo de Patentes, de
la mencion de concesion de la patente europea, cualquier persona podra oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposicion debera formularse por escrito y estar motivada; sélo se
considerara como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposicion (art. 99.1 del

Convenio sobre Concesion de Patentes Europeas).




10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 888933 T3

DESCRIPCION
Método de obtencion de imagenes y aparato mejorados
Campo de la invencion

La presente invencion se refiere a los sensores de imagenes. Mas particularmente, pero no de forma excluyente, esta
invencion se refiere a los sensores de imagenes y a otros detectores que utilizan un mecanismo de transferencia de
carga. La invencion también se refiere a un método para reducir errores en las lecturas de los sensores de imagenes.

Antecedentes de la invencion

Los sensores de imagenes y otros detectores que utilizan alguna forma de mecanismo de transferencia de carga en
sus fases de lectura son dispositivos muy habituales. Los errores debidos a propiedades dispersas o parasitas del
proceso de transferencia de carga pueden provocar errores en la sefial de salida de un detector. Dichos errores pueden
ser particularmente evidentes en la sefial de salida inmediatamente después de un cambio en las condiciones de
funcionamiento del detector. EI cambio en las condiciones puede ser causado por cambios en la sefial que se esta
detectando o por la forma en que se opera el detector.

En muchos sistemas, por ejemplo, sistemas que estan disefiados para ser leidos o visualizados por el ojo humano o
sistemas en los que las condiciones operativas cambian relativamente despacio, estos errores son de poca
importancia y pueden ignorarse o pasar desapercibidos. Sin embargo, en otros sistemas, por ejemplo, detectores que
detectan radiacion de infrarrojos y/o detectores que se utilizan para proporcionar una salida a un vehiculo controlado
por ordenador y de movimiento rapido y/o donde las condiciones operativas cambian rapidamente, dichos errores
pueden ser mas significativos y limitar el rendimiento del sistema.

Tal limitacién puede ser particularmente evidente en sistemas que usan sensores infrarrojos, donde las discrepancias
entre los elementos detectores de infrarrojos que forman parte de un detector pueden requerir calibraciones continuas
durante un proceso de deteccion. Por ejemplo, para cada cuadro en el que se obtienen datos de deteccion, puede
haber un consecuente paso de calibracion.

La presente invencién busca solventar los problemas antes mencionados. De manera alternativa o adicional, la
presente invencion busca proporcionar un sistema detector mejorado y un método para corregir errores en la salida
del detector.

El documento EP 0717560 A1 se refiere a efectuar la correccion entre dos sensores vecinos detectando la diferencia
en las intensidades de las sefiales proporcionadas por los sensores.

El documento US 2005/128327 A1 se refiere a un dispositivo que incluye una pluralidad de pixeles, en donde cada
pixel incluye un dispositivo de transferencia de carga y un fotodetector, y cada uno de los pixeles tiene un paso de
aproximadamente 3 micras o0 menos.

El documento US 2011/149136 A1 se refiere a un sensor de imagen utilizado para dispositivos de captura de imagenes
que tienen buses globales que se proporcionan para recibir voltajes de sefal y sefiales de reinicio de una porcién de
otros buferes.

Resumen de la invencion

La presente invencion proporciona un método para corregir errores en la salida de un detector de imagenes debido a
una capacitancia dispersa o parasita, comprendiendo el detector al menos un elemento detector, y en donde la
operacion del detector de imagenes comprende un mecanismo de transferencia de carga, comprendiendo el método
el paso de:

medir una sefial de salida (Vm) de un condensador (Csh) que mantiene un voltaje correspondiente a una sefal
detectada por el elemento detector;

caracterizado por que el método comprende ademas los pasos de:

comparar el valor de la sefial de salida (Vm) con el valor de la sefial de salida previamente medida (Vm-1) del
condensador (Cqh), correspondiendo cada uno a una sefial detectada por el elemento detector;

calcular el error en la sefial de salida (Vi) usando un factor de correccion determinado durante un proceso de
calibracion, y la diferencia entre el valor de la sefal de salida (Vi) y el valor de la sefial de salida previamente medida

(Vm1)y y

proporcionar un valor de salida corregido (V) de acuerdo con el error calculado

2
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en donde el o cada elemento detector comprende un condensador Cyix, ¥ €l mecanismo de transferencia de carga
comprende una carga que se transfiere desde el condensador C,x al condensador Cs,, y el mecanismo de
transferencia de carga incluye ademas una capacitancia dispersa o parasita Cstr dentro del detector de imagenes, que
no se reinicia como parte de la operacion normal del detector de imagenes;

en donde el factor de correccion es dependiente de la relacion:

Cser .
(Cpix'l'csh)!

y en donde el valor de salida correcto (V) se calcula mediante:

Vere = Vi + (Vm — Vm—l) (c Cotr

pix+csh).

De manera ventajosa, el método proporciona un medio con el que se corrige la salida de un detector sin requerir que
el detector sea alterado fisicamente. El método permite la correccion de la salida de los detectores existentes. Por
consiguiente, la precision de la salida de los detectores existentes puede mejorarse mediante el uso del método de la
invencion. El método puede aumentar el rango de usos a los que se puede destinar un detector o aumentar la confianza
en la salida de un detector o mejorar el rendimiento de un sistema del que forma parte el detector.

El detector de imagenes puede comprender una pluralidad de elementos detectores dispuestos en una matriz de
detectores.

Un ejemplo de detector es un detector de imagenes de infrarrojos. El método de correccion de errores puede ser
particularmente Util para su uso con detectores de infrarrojos. Los detectores de infrarrojos pueden comprender una
matriz que comprende una pluralidad de elementos detectores, representando cada elemento detector un pixel. Un
ejemplo de matriz puede comprender muchos miles de elementos detectores/pixeles dispuestos en una matriz
multidimensional. La capacitancia de cada elemento detector puede ser diferente. Los elementos detectores de un
detector de infrarrojos podrian estar mal emparejados y aun peor emparejados de lo que normalmente se encuentra
en una matriz de detectores 6pticos. EI mal emparejamiento entre los elementos del detector puede requerir un proceso
de calibracién del mismo. La precision de la calibracién depende de los errores en las salidas de pixeles individuales.
El mal emparejamiento de los elementos detectores de infrarrojos dentro de una matriz puede significar que no es
posible aplicar un factor de correccién de errores consistente en cada elemento de la matriz. El método puede
comprender corregir la salida de cada elemento individual de una matriz de detectores.

El factor de correccion puede ser determinado para cada elemento detector de una matriz de detectores durante un
proceso de calibracion.

El detector puede estar asociado con y proporcionar datos a un sistema de guia. El sistema de guia puede ser operado
por un ordenador. El sistema de guia puede ser operado automaticamente por un ordenador. El sistema de guia puede
estar asociado con un vehiculo y controlarlo. El vehiculo puede ser un vehiculo de movimiento rapido. El vehiculo
puede ser capaz de volar. Por ejemplo, el vehiculo puede ser un misil o un avién no tripulado. La aplicacion de la
correccion de errores a los detectores de imagenes utilizados en estos campos puede ser particularmente ventajosa
debido al rapido cambio del entorno operativo y a los problemas potenciales causados como resultado de lecturas no
precisas de los detectores.

De acuerdo con un segundo aspecto de la invencion, se proporciona un detector de imagenes que comprende al
menos un elemento detector, incluyendo el elemento detector un condensador (Cpx) para almacenar una carga
correspondiente a una sefial detectada por el elemento detector, comprendiendo el detector de imagenes ademas un
condensador (Cshn) vinculado a un elemento de lectura del detector de imagenes al que es transferida la carga
almacenada por el condensador (Cpix) del elemento detector durante la fase de lectura, en donde durante el uso hay
presente una capacitancia dispersa (Cst) en el detector de imagenes, comprendiendo ademas el detector de imagenes
una unidad de procesamiento dispuesta para medir la sefial proporcionada por el elemento de lectura del detector de
imagenes, el detector de imagenes comprende ademas una unidad de procesamiento dispuesta para medir la sefal
proporcionada por el elemento de lectura en el detector de imagenes y corregir la sefal de salida de acuerdo con el
método de la reivindicacion 1.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 888933 T3

De acuerdo con un tercer aspecto de la invencion, se proporciona un aparato de correccion de imagenes que
comprende una unidad de procesamiento adaptada para asociarse con un detector de imagenes, dispuesta la unidad
de procesamiento para corregir la salida del detector de imagenes asociado de acuerdo con el método segun se
reivindica en la reivindicacion 1.

De acuerdo con un cuarto aspecto de la invencion, se proporciona un sistema de guia para un vehiculo controlado por
ordenador, comprendiendo el sistema de guia un detector de imagenes de acuerdo con la reivindicacion 6. El sistema
de guia puede ser un sistema de guia controlado por ordenador.

Descripcion de los dibujos

Las realizaciones de la presente invencion se describiran a continuacion a modo de ejemplo y haciendo referencia a
los dibujos esquematicos adjuntos, en los que:

- Las figuras 1a y 1b muestran un modelo simple del proceso de transferencia de carga de un detector de acuerdo con
una primera realizacién de la invencion;

- La figura 2 muestra un ejemplo de elemento detector de acuerdo con una primera realizacion de la invencion;

- La figura 3 muestra una secuencia de temporizacion de un elemento detector de acuerdo con una primera realizacion
de la invencion; y

- La figura 4 es una representacion grafica del proceso de correccion de imagenes de acuerdo con una realizacién de
la invencion.

Descripcion detallada

Las figuras 1a y 1b muestran un modelo simple del proceso de transferencia de carga de un detector. Cix representa
un condensador que mantiene un voltaje correspondiente a la sefial detectada, Cs, representa un condensador al que
la carga almacenada en Cpix es transferida durante la fase de lectura del detector, y Cst representa una capacitancia
dispersa o parasita presente en la implementacion del proceso de transferencia de carga. Un factor clave en la causa
del error que puede producirse durante las condiciones cambiantes es que, debido a las propiedades parasitas o
dispersas de Cst, Cstr NO es reiniciado entre las mediciones de sefial de entrada por Cpix.

La figura 2 muestra un solo elemento de un ejemplo de detector junto con un amplificador de salida compartido. El
elemento de pixel (elemento detector) del detector esta indicado con la caja 20. Fuera de la caja 20 esta el
condensador de retencion de muestras Cs, comun y el amplificador de salida.

El circuito de pixel 20 comprende un Diodo Detector y un circuito de lectura de tipo Direct Injection Gate (DIG). El
elemento detector general funciona integrando la corriente de fuga inversa del Diodo Detector durante el pulso DIG,
con el condensador C,ix. El Diodo Detector de esta realizacion es un Diodo Detector CMT, pero los expertos en la
técnica comprenderan que se pueden usar otros Diodos Detectores apropiados. La figura 3 muestra la secuencia de
temporizacion del funcionamiento del circuito.

La temporizacion del pulso Tx es diferente para cada pixel conectado al amplificador de salida comun y los pulsos
Reset1 y DIG son comunes para todos los pixeles. Un pulso Reset?2 tiene lugar después del pulso T de cada pixel.

El proceso de deteccién se inicia con la llegada del pulso Reset1. Ello permite precargar Cpix hasta el voltaje de
inanicion del detector. También se aplica un pulso Reset2 para precargar Cs,. Después del pulso Reset1, se produce
el pulso DIG. Este pulso tiene dos parametros, altura y ancho. La altura del pulso DIG se usa para invertir la
polarizacion del Diodo Detector y el ancho del pulso DIG determina el tiempo de integracion. El transistor DIG es un
seguidor de fuente y durante el pulso DIG el transistor proporciona un voltaje de polarizacion inversa a través del Diodo
Detector CMT. Ello hace que fluya una corriente de fuga inversa, que es alimentada por el condensador Cgy, y el flujo
de corriente hace que se reduzca el voltaje a través de C,ix. La cantidad de corriente de fuga inversa y, por lo tanto, la
caida del voltaje en el condensador C,i, estan determinadas por el flujo incidente del Diodo Detector. Cuanto mayor
sea el flujo, mayor sera la corriente y menor el voltaje.

Al final del pulso DIG, se elimina el voltaje de polarizacion inversa y Cpix es aislado con eficacia con un voltaje
correspondiente a la integracion del flujo de corriente durante el tiempo de integracion. Entonces se aplica un pulso Ty
que conecta C,ix al condensador de retencién de muestra Csh. La combinacion paralela de Cyix y Csh produce un voltaje
en Csh que es una representacion de la fotocorriente integrada producida por el Diodo Detector. El voltaje en Csp, €s
amortiguado por el seguidor de la fuente de salida y esta disponible en la salida del amplificador. El pulso Tx es
eliminado y, después de un pulso Reset2, el siguiente pixel se conecta a Csh a través del pulso Tx de dicho pixel. Al
final de la lectura de cuadro, el sistema se reinicia y el ciclo se repite durante el siguiente cuadro.
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Los errores en la salida del detector surgen cuando el condensador Cs se agrega al circuito. Este no es un
condensador real, sino un elemento de almacenamiento de carga parasita que puede modelarse como un
condensador que funciona de la siguiente forma.

Se considera que Cs estad conectado en paralelo con Cpix y Csh cuando Ty esta presente (tal y como se muestra en la
figura 1a) y aislado el resto de situaciones. Si Cs esta presente cuando Tx no esta presente, Csir NO se restablecera a
un valor especifico durante el periodo de reinicio y retendra el valor de los pixeles del cuadro de mediciéon anterior.
Por consiguiente, Cs proporciona una "memoria" del cuadro de medicién anterior.

Cuando el detector esta observando una escena que es constante en una secuencia de cuadros, el flujo incidente de
cualquier pixel de un detector es constante, y la salida de cada pixel es constante, con la excepcion del ruido temporal.
Por consiguiente, para cada pixel, el voltaje en Cix y Csh son conducidos a los mismos valores en cada cuadro. Este
sera el mismo voltaje que se almacena en Cgy.

Cuando el detector esta observando una escena que esta cambiando, el flujo incidente en cada pixel puede cambiar.
Cuando se aplica Ty, Cst forma una combinacion paralela con Cpix ¥ Csh. Es necesario que Cpix, Csh y Cstr tengan un
voltaje comun entre ellos. Sin Cs presente, Cpix Y Csh Se combinarian para proporcionar el voltaje de salida correcto.
Sin embargo, Cs esta presente y mantiene una carga que representa el voltaje de pixel del cuadro anterior. Por
consiguiente, dependiendo de si dicho voltaje es superior o inferior al voltaje deseado para el cuadro actual, Cs
aceptara la carga procedente de o proporcionara carga a la combinacién de Cpix, Csh.

Si el cuadro actual ha recibido mas flujo que el cuadro anterior, el nuevo voltaje de pixel sera inferior al voltaje de
cuadro anterior, por lo que el voltaje almacenado por Csr sera superior al voltaje correcto para el nuevo cuadro. Cuando
Tx abre la Puerta de Transferencia, el mayor voltaje a través de Csir provocara un aumento del voltaje de salida deseado
y el pixel parecera haber recibido menos flujo del que realmente ha recibido, es decir, un déficit en una transicion de
flujo bajo a flujo alto. En el siguiente cuadro, para las mismas condiciones de entrada, la diferencia existente entre el
voltaje de salida correcto y el nivel de corrupcion del voltaje de salida sera mucho menor y puede que no sea
observable.

Si el flujo incidente es inferior al del cuadro anterior, el proceso es el siguiente. En este caso, el voltaje almacenado
en Cg es inferior al voltaje de salida correcto y, por tanto, cuando se aplica Ty, provoca una reduccion en el voltaje de
salida, que indica que el pixel ha recibido mas flujo del que realmente ha recibido, es decir, un déficit en una transicion
de flujo alto a flujo bajo.

El déficit descrito, al ser un proceso de pixeles, podria producir un efecto observable si hay presente un objeto en
movimiento en un nimero de cuadros consecutivos, con una diferencia de intensidad suficiente. Este efecto podria
verse como un rastro a través de cuadros consecutivos y puede denominarse un efecto de remanencia.

Para prevenir que el error del detector provoque problemas en un sistema de formacion de imagenes, es necesario
eliminar el efecto de memoria proporcionado por Cs. Por ejemplo, un valor de Cpix en un sistema de imagenes que
incluye un detector puede ser de alrededor de 500 fF. Es posible que Cs tan solo requiera un valor de alrededor de
5 fF para comenzar a tener un efecto negativo en los valores medidos y en la precision de un sistema, y 5 fF no es un
valor grande.

Se proporciona un método para corregir el error debido a la capacitancia dispersa Csy en el modelo descrito
anteriormente. También se proporciona un método para calcular Cs; si los valores de Cgix y Csh estan disponibles.

Las figuras 1a y 1b demuestran el funcionamiento del detector. Al final de la integracion, C,ix se carga hasta un valor
determinado por la radiacion incidente durante el tiempo de integracion. Durante la fase de lectura, tal y como se
muestra en la figura 1a, esta carga es compartida entre Cpix, Cstr Yy Csn Y existe un voltaje comun Vrn, en los tres
condensadores. Vr, se utiliza para representar el voltaje de salida del elemento detector y, en la practica, el voltaje de
salida real se compensara con respecto al mismo debido a una etapa de amplificaciéon de salida del detector. Sin
embargo, Vi, es suficiente para el proposito actual.

En la figura 1a, V,ix representa el voltaje en Cpix al final del periodo de integracion, Vs es el voltaje almacenado en Cs
desde el cuadro anterior, y Vgh es el voltaje inicial de Csp, €l condensador de retencion de muestra.

El voltaje en Cg sera igual al voltaje de pixel del cuadro anterior, de manera que Vsir = V-1, ¥ Vsn = Vi, donde Viiry
es el voltaje de inanicioén utilizado para cargar Vg, durante el periodo de reinicio de pixeles.

Dado que los dos estados del sistema mantienen constante la carga total almacenada en el sistema, se da la siguiente
situacion:
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Vpixcpix = Vm—lcstr F Vstrvcsh = Vm(cpix + Cstr i3 Csh)
(ec. 1)

Para un detector ideal, Csir = 0, por lo que, al reordenar la ec. 1 se obtiene:

U = V'pixcpix"‘ VstrvCsh e (ec. 2)
— — ec.
" Cpix+Csh REG

En donde V. es el voltaje de salida correcto. Al combinar la ec. 1y la ec. 2, se puede deducir que:

(Cpix+Csir+Csh) C
Vi = Vo ————=—V. ST (ec. 3)

4 (Cpix'l'csh) L (Cpix+csh)

El voltaje de salida correcto depende solo de los valores medidos de voltaje de salida del cuadro anterior y del cuadro
actual. El valor correcto también requiere conocer la relaciéon de los valores de los condensadores del detector.

La ec. 3 puede reorganizarse de la siguiente forma:

Vere = Voo 4 (Voy = Vi) —— (e 4

(Cpix+ Csh)

Cstr

. . o (CpixtCsn) y , A
Existe la posibilidad de medir el término por pixel, permitiendo asi la correccion individual de los
valores de los pixeles sin que sea necesario saber los valores de los condensadores.

Los valores nominales de capacitancia Cpix ¥ Cstr pueden ser conocidos o, al menos, proporcionados por el fabricante
del detector. El valor de Cs puede ser desconocido o conocido. Sin embargo, el valor de Cgr puede ser determinado
para cada pixel del detector. Al reorganizar la ec. 4,

Vere=Vm)
Cstr = (V::—tvm::) (Cpix + Csn) (ec.5)

Este valor puede ser calculado para cada pixel individual y puede usarse para corregir la salida del detector medida
para el déficit de pixeles. Al medir el voltaje de salida en el cuadro inmediatamente anterior a un cambio de valor y
medir a continuacion el voltaje después de que se haya estabilizado en su valor final, es posible estimar el valor de la
capacitancia dispersa efectiva si se tiene conocimiento de los valores del condensador de pixel Cpix y el condensador
de retenciéon de muestra Cg. Sin embargo, al reorganizar la ec. 5

Cstr  _ _(Vert—Vm)
(Cpix'l‘csh) (Vm—"Vm-1)

(ec. 6)
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segun lo requiere la ecuacién de correccion del déficit, tan solo es necesario determinar la relacion de los valores de
los condensadores y no de los valores absolutos.

Para proporcionar una salida de detector corregida, se pueden llevar a cabo los siguientes pasos. Puede llevarse a
cabo una calibracion del detector, donde se determina la relacion de los valores de los condensadores Cet, Cpix ¥ Csh
para cada pixel. Esto puede hacerse midiendo la salida de pixel cuando el detector esta observando una imagen
estable, para determinar un valor para Vm.1. A continuacion, se puede cambiar la imagen y medir la salida una vez
mas, para proporcionar un valor para Vy, inmediatamente después del cambio. Entonces, se puede medir el valor de
salida correcto V.« permitiendo que el detector observe fijamente la imagen ahora estable hasta que desaparezca el
error causado por la capacitancia dispersa. El valor de salida correcto V.t puede determinarse introduciendo los
valores de Vi, Vm-1, €n la ec. 3, junto con el valor de calibracion que se ha determinado previamente. Por consiguiente,
se proporciona un método para corregir errores de déficit en la salida del detector como un paso posterior a la medicion
y sin necesitar ningun tipo de alteracion fisica del aparato detector.

De acuerdo con otro aspecto de la invencion, el algoritmo para llevar a cabo la correccion de la sefial de salida del
detector puede almacenarse en un medio legible por ordenador asociado a una unidad detectora. Dicho medio legible
por ordenador puede ser una unidad de procesamiento por ordenador adaptada para recibir la sefial de salida de un
detector asociado. La unidad de procesamiento por ordenador puede comprender una memoria para almacenar
sefiales de salida previamente medidas de un detector asociado con el fin de introducir dichos valores en el algoritmo
de correccion.

En otro aspecto mas de la invencion, puede proporcionarse un sistema de guia de vehiculos, comprendiendo el
sistema de guia un detector, comprendiendo el detector un medio legible por ordenador segin se ha descrito
anteriormente. La salida del detector puede alimentar el sistema de guia de vehiculos para proporcionar datos de guia
al sistema.

En un aspecto adicional de la invencion, el detector puede estar dispuesto para detectar luz en el espectro infrarrojo.

La figura 4 muestra un ejemplo del método para corregir errores en la salida de un detector de imagenes de acuerdo
con la presente invencién. El proceso de correccion de errores comienza en el paso 100, donde se mide la sefial de
salida Vi, de un condensador Csn que mantiene un voltaje correspondiente a una sefal detectada por el detector de
imagenes. Como siguiente paso 200, se lleva a cabo una comparacion del valor de la sefial de salida Vi y el valor de
la sefial de salida previamente medida V.1 del condensador Cgh. El siguiente paso 300 comprende calcular el error
en la sefal de salida Vn, utilizando un factor de correccion predeterminado y la diferencia existente entre el valor de la
sefial de salida Vi, y el valor de la sefial de salida previamente medida Vm.1. Finalmente, en el paso 400, se proporciona
un valor de salida corregido V. de acuerdo con el error calculado.

Si bien la presente invencion se ha descrito e ilustrado haciendo referencia a realizaciones particulares, los expertos
en la técnica apreciaran que la invencion se presta a numerosas variaciones diferentes no ilustradas especificamente
en este documento. El alcance de proteccién de la invencién se define en las reivindicaciones.

El lector también podra apreciar que los nimeros enteros o caracteristicas de la invencién que se describen como
preferibles, ventajosos, convenientes o de una forma similar, son opcionales y no limitan el alcance de las
reivindicaciones independientes. Mas aun, debe entenderse que dichos nimeros enteros o caracteristicas opcionales,
aunque son de posible beneficio en algunas realizaciones de la invencion, podrian no ser deseables y, por tanto,
pueden estar ausentes en otras realizaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para corregir errores en la salida de un detector de imagenes debidos a una capacitancia dispersa o
parasita, comprendiendo el detector al menos un elemento detector, y en donde el funcionamiento del detector de
imagenes comprende un mecanismo de transferencia de carga, comprendiendo el método los pasos de:

medir una sefial de salida (Vm) de un condensador (Csh) que mantiene un voltaje correspondiente a una sefal
detectada por el elemento detector;

comparar el valor de la sefial de salida (Vm) con el valor de la sefial de salida previamente medida (Vm-1) del
condensador (Csh), cada uno de los cuales corresponde a una sefial detectada por el elemento detector;

calcular el error en la sefial de salida (Vi) utilizando un factor de correccion determinado durante un proceso de
calibracion y la diferencia entre el valor de la sefial de salida (V) y el valor de la sefial de salida previamente medida

(V1) y
proporcionar un valor de salida corregido (V) de acuerdo con el error calculado;

en donde el o cada elemento detector comprende un condensador Cyix, ¥ €l mecanismo de transferencia de carga
comprende una carga que se transfiere desde el condensador C,x al condensador Cs,, y el mecanismo de
transferencia de carga incluye ademas una capacitancia dispersa o parasita Cstr dentro del detector de imagenes, que
no se reinicia como parte del funcionamiento normal del detector de imagenes;

Cstr
(Cpix+csh) y

en donde el factor de correccion depende de la relacion:

en donde el valor de salida correcto (V) se calcula mediante:

Cstr
Vere =V + (Vm - Vm-—l) (Cp;'xj'csh}

2. Un método de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde el detector de imagenes comprende una pluralidad de
elementos detectores dispuestos en una matriz de detectores.

3. Un método de acuerdo con la reivindicacion 2, comprendiendo el paso de corregir la salida de cada elemento
detector de la matriz de detectores.

4. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, comprendiendo el paso de determinar el
factor de correccion para cada elemento detector de una matriz de detectores durante un proceso de calibracion.

5. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el detector de imagenes es un
detector de infrarrojos.

6. Un detector de imagenes que comprende al menos un elemento detector, incluyendo el elemento detector un
condensador (Cuix) para almacenar una carga correspondiente a una sefal detectada por el elemento detector,
comprendiendo ademas el detector un condensador (Csp) vinculado a un elemento de lectura del detector de imagenes
al que se transfiere la carga almacenada por el condensador (Cyix) del elemento detector durante una fase de lectura,
en donde durante el uso hay presente una capacitancia dispersa (Cstr) en el detector de imagenes, comprendiendo el
detector de imagenes ademas una unidad de procesamiento dispuesta para medir la sefial proporcionada al elemento
de lectura del detector de imagenes y corregir la sefial de salida de acuerdo con el método reivindicado en la
reivindicacion 1.

7. Un aparato de correccion de imagenes que comprende una unidad de procesamiento adaptada para ser asociada
con un detector de imagenes, dispuesta la unidad de procesamiento para corregir la salida de un detector de imagenes
asociado de acuerdo con el método reivindicado en la reivindicacion 1.

8. Un sistema de guia para un vehiculo controlado por ordenador, comprendiendo el sistema de guia un detector de
imagenes de acuerdo con la reivindicacion 6.



ES 2 888933 T3

eT 'sl4




ES 2 888933 T3

Otros pixeles

10

Fig. 2
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Fig. 3
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Fig. 4
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